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Observaciones:

El alumno conocera el campo del conocimiento de las mediciones, que incluye
aspectos tedricos, practicos y normativos, que le permitiran evaluar el impacto que
tienen las mediciones en los procesos cientificos, industriales y tecnoldgicos en el

Objetivo General:

area de los materiales.

Objetivos Especificos:

e Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas practicos relacionados con la

e Analizar los factores que estan involucrados en la realizacién de mediciones en

experimentos, para asegurar la obtencion de resultados confiables.
e Evaluar la incertidumbre asociada a las mediciones de acuerdo con las
metodologias nacionales e internacionales.

guimica e ingenieria de materiales.

INDICE TEMATICO
Horas / semestre
No. | Temas — ——
Tedricas | Practicas
1 INTRODUCCION A LA METROLOGIA. 3h 3h
ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE. 5h 5h
3 TRAZABILIDAD METROLOGICA Y MATERIALES DE REFERENCIA. 6 h 6 h
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4 | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION. 6h 6h
5 | LANANOTECNOLOGIA EN MATERIALES. 6h 6h
6 | ESTIMACION DE LA VERACIDAD Y PRECISION DE LOS METODOS DE 3h 3h
MEDICION.
7 EVALUACION DEL DESEMPENO DE LOS LABORATORIOS DE ANALISIS. 3h 3h
Subtotales 32h 32h
Horas Totales 64 h

CONTENIDO TEMATICO

Temas y Subtemas

1. INTRODUCCION A LA METROLOGIA.
1.1 Antecedentes de la metrologia: historia, clasificacion.
1.2 Papel de la metrologia aplicada a la quimica e ingenieria de materiales.
1.3 Conceptos generales del Vocabulario Internacional Metrologico (VIM).
1.4 Sistema Internacional de Unidades.

2. ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE.

2.1 Estimacién de la incertidumbre de acuerdo a GUM, justificacion de los modelos matematicos empleados
y conceptos basicos de estadistica.
2.3 Estimacion de la incertidumbre en medidas directas e indirectas.
2.4 Variables de entrada correlacionadas y no correlacionadas.
2.5 Analisis gréfico: relaciones lineales, de potencia y exponenciales.

2.6 Otros métodos de calculo de incertidumbres.

3. TRAZABILIDAD METROLOGICA Y MATERIALES DE REFERENCIA.
3.1 Patrones de medida;: definicion, caracteristicas, realizacion, funcion.
3.2 Métodos primarios.
3.3 Materiales de referencia: definicion, propiedades, preparacion y sintesis, tipos.
3.4 Trazabilidad metrolégica: cadena, cartas y elementos de trazabilidad.
3.5 Trazabilidad Quimica y Fisica.

4. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICION.
4.1 Manejo de limites y tolerancias.
4.2 Métodos de calibracion y de verificaciones intermedias.
4.3 Interpretacion de datos de calibracion y de resultados de pruebas de aptitud.
4.4 Validacion de métodos de medicion: trazabilidad e incertidumbre, confirmacion metrologica, periodos de
calibracién y de verificaciones intermedias.
4.5 Dimensional: longitud, &ngulo, geometria, superficie.
4.6 Fuerza: dureza, tenacidad, esfuerzo, impacto.
4.7 Espectroscopicas: difraccion de rayos X, Raman, FTIR.
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5. LANANOTECNOLOGIA EN MATERIALES.
5.1 Las nanociencias, nanotecnologia y nanometrologia.

5.2 El nuevo vocabulario del VIM aplicado a la nanometrologia.

5.3 El reto de la trazabilidad en las nanomediciones.

5.4 La calibracién y/o verificacion de instrumentos de medidas y los materiales de referencia.

5.5 Los retos en las mediciones de longitud, area, volumen por: Microscopia de Fuerza Atdmica. Microscopia
Electrénica de Barrido, Microscopia Electronica de Transmision.

5.6 La estructura atdbmica molecular de la materia en mediciones por: Espectroscopia de Infrarrojo con
Transformada de Fourier (FTIR), Espectroscopia por Resonancia Magnética Nuclear (RMN),
Espectroscopia por Fluorescencia. Espectroscopia por Rayos X.

6. ESTIMACION DE LA VERACIDAD Y PRECISION DE LOS METODOS DE MEDICION.

6.1 Conceptos fundamentales.
6.2 Pruebas de escrutinio.
6.3 Precision y veracidad.

7. EVALUACION DEL DESEMPENO DE LOS LABORATORIOS DE ANALISIS.

7.1 Esquema del ensayo de aptitud.

7.2 Valor asignado: media robusta y desviacion estandar robusta.

7.3 Estadistico para evaluar las pruebas de aptitud.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS GENERALES

Exposicion Aprendizaje por Proyectos O
Trabajo en Equipo Aprendizaje Basado en Problemas
Lecturas Aprendizaje Basado en Casos O
Trabajo de Investigacion Juego de roles O
Practicas _(Campo, Taller, Problemas, Seminarios, debates, panel de discusion
Laboratorio)
Simulaciones O Visitas Industriales |
Otras (especificar): NA
ESTRATEGIAS DIDACTICAS TECNOLOGICAS
Uso de software especializado Foros electrénicos O
Mapas mentales o conceptuales O Aulas virtuales O
Eventos virtuales via Streaming O WebQuest |
Blogs O Uso de TICs
Infografias O Video tutoriales
Otras (especificar): NA
EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Examenes Parciales Rubricas

Examen Departamental Portafolio de Evidencias

Examen Final Lista de Cotejo O

Trabajos y Tareas Proyecto |

Presentacion de Tema O Bitacora
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Participacién en Clase Protocolo
Asistencia Carteles |

Otras (especificar): Informes de practicas
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PERFIL PROFESIOGRAFICO
Titulo o Grado Licenciatura en Quimica, Fisica o Ingenieria.
Experiencia Docente
(especificar tiempo 1 afio (2 semestres), preferentemente con posgrado en el &rea de materiales.
y nivel requeridos)
Otra Caracteristica Conocimientos en metrologia y materiales.
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